
 

能更高精度地捕捉低电压区间绝缘劣化的可靠性评价系统 

 

 先进封装时代下新型绝缘可靠性课题 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 专用于低电压的绝缘劣化（漏电流）评价系统 

 

 

 

 

 

 

特点 

～半导体封装与材料可靠性评价系列～

低电压绝缘可靠性评价系统 AMI-SPM

市场背景 



 

  

ESPEC CORP.  https://www.espec.co.jp/chinese/ 
3-5-6, Tenjinbashi, Kita-ku, Osaka 530-8550, Japan 

Tel:+81-6-6358-4785 LEAF No.20260913 

  

 通过与 HAST 试验箱联动提高加速评价效率 

 全新开发的专用分析软件，支持试验过程实时威布尔分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

低电压绝缘可靠性评价系统 AMI-SPM 规格 

通道构成 25ch～300ch／机架 

通道控制 5ch 或 25ch 

应力电压 DC 0V 或 DC 10mV～10V 

最小设定分辨率 10mV 

施加电压精度 ±（设定值的 0.1％＋3mV） 

电阻测量范围（Ω） 2.0×10⁴ Ω ～ 1.0×10¹² Ω 以上（10V 施加时） 
2.0×10³ Ω ～ 1.0×10¹¹ Ω 以上（1V 施加时） 

电阻测量精度 
（10 V 施加时） 

±2％：2.0×10⁴ Ω ～ 1.0×1010 Ω 范围 

±5％：1.0×1010 Ω ～ 1.0×1011 Ω 范围 

±30％：1.0×1011 Ω ～ 1.0×1012 Ω 范围 

测量电压 DC 10mV～10V（10mV 步进） 

漏电接触测出速度 始终在 100μsec 以下检测 

漏电接触测出的设定范围 1μA～500μA／1μA 步进 

助力提升可靠性评价效率的两大要点 

规格 


